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摘要(译)

一种用于超声诊断设备的探头，包括背衬构件，结合在背衬构件之间并
包括沿排列方向彼此间隔开的电极的第一连接器，结合在背衬构件之间
以与第一连接器间隔开的接地连接器，以及压电元件电连接到电极和接
地连接器。还公开了一种制造该方法的方法。压电元件通过第一和第二
电极层连接到第一连接器和接地连接器或连接到第一和第二连接器以及
接地连接器，而不是使用复杂和费力的焊接操作，从而使压电元件和连
接器之间的连接容易同时防止由于它们之间的连接不良引起的性能劣化
和由制造期间的热引起的压电构件的性能劣化。
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